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Sposob automonochromatyzacji promieni X:

1

Przedmiotem wynalazku jest spos6b automono-
chromatyzacji promieni X stosowanych zwlaszcza
do wykrywania defektéw sieci krystalicznej we
wnetrzu lub na powierzchni monokrysztatéw.

Znany spos6b wykrywania defektéw sieci kry-
stalicznej monokrysztaléw, wykorzystujgcy klasy-
czne metody badan topograficznych, polega na
skierowaniu ku badanemu -krysatalowi rozbiez-
nej wigzki promieniowania wychodzacej z punkto-
wego zrodla promieniowania X. W znanych roz-
wigzaniach Zrédlami promieniowania padajgcego
na probke jest badZ punktowe ognisko lampy rent-
genowskiej, bgdz nieruchoma przeslona ze szcze-
ling dajgcg obraz odwrécony liniowego ogniska
lampy. Badany krysztat oscyluje 'w miewielkim za-
kresie kgtowym. Przy spelnieniu warunku Bragga
dla wybranej diugo$ci fali promiieniowania chara-
kterystycznego otrzymuje sie na blonie fotogra-
ficznej obraz badZ powierzchni krysztatu, badz je-
go wnetrza, zaleznie od usytuowania plaszczyzn
sieciowych uginajacych promieniowanie. Btona fo-
tograficzna, umieszczona w poblizu krysztatu
i réwnolegle do jego powierzchmi, oscyluje z ta
samg szybko$cia katowsg co badany krysztal.

Ze wzgledu na to, Ze stosuje sie promieniowanie
polichromatyczne, a krysztal oscyluje w zakresie
kilku stopni, odbijane sa od sieci krysztalu jedno-
czefnie promienie o ré6znej diugosci fali. Powstaje
wiec jednocze$nie kilka obrazéw dyfrakcyjnych
sieci o réznej intensywnoS$ci i nakladajacych sig
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na siebie. Wlasciwy obraz sieci jest wiec zakléco-
ny i ma matag zdolno§é¢ rozdzielczg. Wynik bada-
nia jest toudny do interpretacji i obcigZony jest
stosunkowo duzym biedem.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu
otrzymywania obrazéw dyfrakcyjnych defektéw
sieci o wickszej zdolno§ci rozdzielczej i w czasie
krétszym w stosunku do znanych sposobdéw topo-
graficznych.

Cel ten osiagnieto przez opracowanie sposobu
automonochromatyzacji promieni X, stosowanych
do wykrywania defektow sieci krystalicznej we-
wnatrz lub na powierzchni monokrysztaléw meto-
da fotograficzng. Polega on na umieszczeniu prze-
stony ze szczeling na drodze rozbieznej pierwot-
nej wigzki promieniowania polichromatycznego.

Istota sposobu polega na tym, Zze przeslonie ze
szczeling nadaje sie much oscylujgcy wok6t osi
umieszczonej, badZz w migroognisku lampy rent-
genowskiej badZ w osi szczeliny dajacej odwréco-
ny obraz horyzontalnie potozonego liniowego ognis-
ka lampy rentgenowskiej. Przestona ze szczeling
oscyluje z ta samg predkosScia katowa co badany
obiekt przy zachowaniu warunku Bragga dla wy-
branej diugoséci fali. )

Sposéb wedlug wynalazku pozwala na szybsze
ofrzymanie prawidlowego obrazu defektéw sieci.
Obraz tak otrzymany ma polepszong zdolno§é roz-
dzielczg w stosunku do obrazéw .atrzymanych
przy uzyciu sposobu dotychczas stosowanego. Po-
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nadta spos6b wedtug wynalazku daje moznosé
stosowania mechanicznej automonochromatyzacji
promieni rentgenowskich, co moze byé bardzo przy-
datne w rentgenowskiej analizie strukturalnej,
a zwlaszcza dla ofrzymywania topogram6é6w realnej
struktury zaré6wno wnetrza jak i powierzchni mo-
nokrysztat6w metali, pélprzewodnikéw i dielekitry-
k6w, Dodatkowy zaletg sposobu wediug wynalazku
jest to, ze w przypadku braku lampy rentgenow-
skiej z punktowym ogniskiem mozZna stosowaé
lampe rentgenowskg z liniowym ogniskiem, ktéra
jest dostepniejsza niZ lampa z punktowym ognis-
kiem.

Przedmiot wynalazku zostanie poniZej szczeg6-
towo objasniony przy- wykorzystaniu rysunku
schematycznie przedstawiajacego ideg rozwigzania.

Ze 7Zr6dla promieniowania rentgenowskiego Q,
o horyzontalnie umieszczonym ognisku linjowym,
w kierunku badanego krysztalu K. wysylana jest
wigzka promieni. Jest to rozbiezna wigzka promie-
niowania polichromatycznego. Na drodze tej wigz-
ki, miedzy Zrodiem Q i krysztalem K znajduje sie
szczeling 8,, ktérej zadaniem jest odwrécenie obra-
zu ogniska lampy rentgenowskiej. Szczeline te
mozna zastapi¢ diafragms z otworem kwasi —
.punktowym, lub punkitowym Zrédtem promieni X.
Dalej pomiedzy szczeling 8,, ktéra przykiadowo
moze byé szczelina wyjsciowa spektrografu, a ba-
danym krysztalem K umieszcza sie przeslone ze
szczeling S, wybierajgca =z rozbieznej wiazki,
wigzke kwasi-r6wnolegla, ktéra pada na krysztat.

Przestone za szczeling S, wprawia si¢ w ruch
oscylacyjny wok6t osi znajdujgcej sie w osi szcze-
liny 8, lub zastepujacego ja mikroogniska lampy
rentgenowskiej. Predkosé katowa przeslony ze
szezeling 8, jest taka sama jak predkoé¢ badane-
go krysztatu K. Wigzka promieni rentgenowskich
odbita od krysztatu K pada na film F ustawiony
prostopadle do wigzki odbitej lub réwnolegle do
powierzchni krysztatu.

(W czasie ruchu przestony ze szczeling S,, zgod-
nie z jej chwilowym polozeniem katowym, z roz-
bieznej wigzki promieniowania wybrana jest wigz-
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ka kwasi — réwnolegla. Pada ona na krysztal K
znajdujacy sie w osi spektrometru i zostaje ugie-
ta. Przy polozeniu szczeliny 8, w srodku tuku po
ktérym si¢ porusza spetniony jest warunek Brag-
ga dla okre$lonej diugosci fali, odpowiadajacej wy-
branej skladowej widma charakterystycznego za-
wartego w promieniowaniu wysytanym przez zZrédio
Q. W czasie dalszego ruchu szczeliny 8, po huku,
przy jednoczesnym ruchu krysztatu K, warunek
Bragga jest zachowany dla tej samej skladowej
w granicach Katowej rozbiezno$ci wigzki wycho-
dzacej ze szczeliny ;. Obserwuje sie wiec dwa
skrajne polozenia krysztalu K przy ktérych jest
spelniony warunek Bragga. Na rysunku potoZenia
te zaznaczone s3 linig przerywans.

Inne wiagzki, 0 innych skladowych promieniowa-
nia, nie zostajg ugiete przez monokrysztal dzieki
wyblierajgcemu dzialaniu szezeliny S,. Stopiefi
monochromatyzacji promieni X zalezy wiec od sze-
rokoSci szczeliny S,.

Sposéb wedlug wynalazku moze znalezé¢ zasto-
sowanie przy badaniu defektéw w monokryszta-
tach zaréwno w laboratoriach naukowych jak
i przemystowych zajmujacych sie wytwarzaniem
i pomiarami wiasno$ci krysztatéw pélprzewodni-
kow.

Zastnzezenie patentowe

Spos6b automonochromatyzacji promieni X, sto-
sowanych zwlaszcza do wykrywania defekté6w sie-
a krystalicznej we wmetrzu lub na powierzchni
monokrysztaléw metoda fotograficzng, polegajacy
na umieszczeniu przestony ze szczeling ma drodze
rozbieznej pierwotnej wigzki promieniowania po-
lichromatycznego, znamienny tym, ze przestonie
(S,) ze szczeling nadaje si¢ mich oscylujacy wiokél
osi umiesziczonej badz w mikroognisku lampy rent-
genowskiej, badZ w osi saczeliny (8;) dajacej
obraz odwrécony horyzontalnie potozonego linio-
wego ogniska (Q) lampy rentgenowskiej, przy czym
przeslong (S,) ze szczeling oscyluje z ta samg
predkoscia katowa co badany obiekt przy zacho-
waniu warunku Bragga dla wybranej dtugosci fali.
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